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摘要(译)

波束成形方法包括：主波束生成步骤（S21），通过将被检体的第一区域
作为焦点对从多个接收元件获得的接收回波信号进行整相加法运算，生
成主波束信号；副波束生成步骤（S22），根据接收回波信号生成副波束
信号，该副波束信号对于从第一区域反射来的超声波信号的灵敏度比主
波束信号的要低；以及窄波束生成步骤（S23），计算基于主波束信号以
及副波束信号确定的系数、即用于使主波束信号窄角度化的系数，并将
系数和主波束信号相乘，从而生成窄波束信号，在副波束生成步骤
（S22）中，使用差信号来生成副波束信号，该差信号是指，将与第一区
域不同的被检体的两个区域即互不相同的两个区域分别作为焦点来对接
收回波信号进行整相加法运算而生成的两个波束信号之差。
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